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Abstract (en)
[origin: WO8402412A1] Improved apparatus and process for testing a variety of electronic components, such as printed circuit boards (101, figure
3), which have a large number of potential circuit paths. The apparatus of the invention is characterized by a versatile searching sequence which
achieves a surprising combination of search speed and efficiency and hardware economy. Advantages embodiments of the invention enable multiple
test stations (32, 34, 36, figure 1) to be connected in parallel to one set of switch cards through special "matrix boards" (90, figure 3). Multiplexing
of the switch cards is accomplished by only bringing one circuit board into contact with test probes at one time. The sytem has a microprogrammed
sequencer wherein signals representative of pin and board designations of switch boards are utilized in conjuction with a PROM which normally
contains the next address to the currently-addressed pin and board designation.

Abstract (fr)
Dispositif et procédé améliorés de vérification d'une variété de composants électroniques, tels que des plagques de circuits imprimés (101, Fig.
3), possédant un nombre élevé de chemins potentiels de circuit. Le dispositif ci-décrit se caractérise par une séquence versatile de recherche
qui présente une combinaison surprenante de vitesse de recherche, de rendement et d'économie en matériel. Des modes de réalisation de la
présente invention permettent avantageusement la connexion en paralléle de stations de test multiples (32, 34, 36, Fig. 1) a un ensemble de
cartes de commutation par l'intermédiaire de "plagues matricielles" spéciales (90, Fig. 3). Le multiplexage des cartes de commutation est obtenu
simplement en mettant une plaque de circuit a la fois en contact avec des sondes de test. Le systéme posseéde un séquenceur micro-programmé ou
les signaux représentant les désignations par broche et plaque des plaques de commutation sont utilisés en combinaison avec une mémoire morte
programmable (PROM) qui contient normalement I'adresse consécutive a l'indication par broche et plaque adressée.
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